
S-REC M1

High-Voltage & High-Current Testing
支持高达3000V的电压和高达2000A的电流，能够准确
评估关键功率器件参数，如阈值，漏电流，耐压性测试。

Multi-Parameter High-Speed Measurement
双通道测量架构能够同时评估Vth，Rds（on），漏电

流和驱动响应，从而显著缩短周期时间。

Supports Various PCB Form Factors
可容纳各种PCB尺寸、厚度和形状。可定制的夹具和探

头设计，适用于各种应用。

Comprehensive alignment accuracy ±7.5μm

High-Speed Inspection

▲ Rotary table type

-Apply Thick PCB ~4mm

-NG Laser Marking system

-2D Code Reading system

Etc..

【Option】

该检测系统专为电感埋入基板，以及嵌入SiC和IGBT等功率半导体器件的PCB，
提供高精度、高可靠性的测试而设计。该系统支持高精度多组电感同时测试，以
及高压和漏电流检测，非常适合需要严格质量保证的应用。

高耐圧・大電流検査対応
最大 1,200V / 100A クラスまでの電圧・電流印加に対応し、
SiC-MOSFETやIGBTのスイッチング特性・リーク・Vce(sat)等
を正確に評価可能。

高速・多項目同時測定
デュアルチャネル測定回路により、Vth・Rds(on)・リーク電
流・駆動応答など複数項目を同時測定し、CT（サイクルタイ
ム）の短縮を実現。

多様なフォームファクタに対応
厚み・サイズ・形状の異なるパワーPCBに柔軟対応。固定治具
／ピン治具のカスタマイズ設計が可能。

■製品概要
本装置は、SiC（シリコンカーバイド）やIGBT（絶縁ゲートバイポーラトラン
ジスタ）といったパワー半導体デバイスが内蔵されたプリント基板（PCB）製
品に対して、量産ラインにおける高精度・高信頼性検査を実現する専用検査シ
ステムです。高電圧印加やリーク電流検出にも対応し、EV/HEVや産業機器用
途で求められる品質保証レベルの向上に貢献します。
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High-Speed Inspection

Comprehensive alignment accuracy ±7.5μm

DC Test Items Description

Short check & Contact check 识别短路与连接缺陷

Leakage Current(IGSS&IDSS) 检测低至几nA的漏电流（施加高达3000V的电压）

Vce(sat), Vgs(th), Rds(on) 阈值与状态测量

BRVdss 击穿电压检查

nA

(sat), Vth, Rds(on) -state parameters

-

■Typical Test Parameter

■製品仕様

300×300mm（カスタム対応

〜1,200V

〜100A

±0.1%、電流：±0.2%、リー
±5nA以下

準拠ベルト搬送／トレイ搬

インチ タッチパネル（日本語／英

／RS-232／I/O信号対応

100,000

nA

600V〜1,200V印加）

/下がり時間

(sat), Vth, Rds(on)

×300 mm 

–1,200 V

–100 A

±0.1%, Current: ±

±5 nA or better

-232 / I/O signals

Tester Specifications

Items Description

电路板尺寸/厚度 尺寸：最小W50×D50mm(特殊：最小W45×D50mm)，最大W420mm×D380mm
厚度：标准1mm~4mm（特殊1mm~5mm）

基板装载高度 H：300mm（MAX）

上下载(隔纸) 上料部分：上料槽+隔纸槽，下料部分：标配3个槽+隔纸槽

检测构造 由4旋转台形成的分步&重复式构造 （Index )

对位 / 精度 双面CCD自动定位 /重复精度 ±5.0μm /综合对位精度 ±7.5μm

治具交换 一键取出

设备选配 2Dcode 读取、测试数据上传，连续缺陷报警，laser marking

System Inspection

OPEN LEAK

PCB
OPEN/SHORT INSPECTION

LCR（Inductance/capacitor/resistance）
COMPONET EMBEDDED

POWER DEVICE
Semiconductor Embedded

3TESTERS IN 1SYSTEM 

High-Accuracy & High-Speed Testing
满足高精度多组电感同时测试的需求，通过精密的机械

移动保证高速测试，适用于量产场景。

电感 Test Items Description

Inductance Components Guard Scanner pin 192ch (max)

Test Frequency 100kHz～1MHz

Input voltage 0.1Vrms～2Vrms

Accuracy ±5％±0.1nH （范围1nH～100nH时）

PCB Test Items Description

导通（OPEN） 1Ω～100kΩ(DC1V～250V) 

短路（LEAK） 判定阻值：10kΩ~1GΩ ；施加电压：10V～250V

Test Point D/D 4096pins（U2048＋L2048p）max 8192pins运用X、Y 分步＆重复式构造
进行高效的检测
※根据产品的排布，可能存在无法使用此功
能的情况。
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